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高速生產線也不會放過任何缺陷

素色表面品質檢查裝置

這是光學薄膜、玻璃板和銅箔 CCL 等切片專用的離線品質檢查裝置。

此品質檢查裝置除輸出薄板的異物、傷痕、變色和污點等的檢查資料外，

還能夠收集檢查薄板的全部資料，並用圖表方式顯示每批產品的缺陷

傾向。此外，使用者還可靈活運用產品的品質資料。

概念不變，
部份功能限制的平價版。

 Ev-01離線片狀品質檢查裝置

片狀尺寸 A4～（可協商）

照明裝置 透過方式、反射方式

命令 檢查開始、圖像輸入、手動移動（+－）、檢查範圍設定等

 缺陷圖像多圖顯示、缺陷分佈圖輸出、

資料分析功能 CSV檢查資料（XY座標、尺寸、種類）、

 個數密度（個/㎡）、粒徑分佈資料、種類個數圖表等

規　格

NIRECO的品質檢查裝置升級，以滿足客戶多樣化的需求

素色表面品質檢查裝置

Type S是Mujiken＋的概念不變，箱體更為輕巧的檢查裝置。

規　格

MAX 8 台

單、雙螢幕

其他規格    與 Mujiken＋相同。

相機台數

螢幕

ー

檢查能力不變而價格平易近人的
精巧型裝置！

素色表面品質檢查裝置

規　格

MAX 8 台

MAX2 個系統

高輝度白色 LED 照明燈  發光長度 200 ～ 1600mm（可選～ 2400mm）

相機台數

輸入系統

照明部

LT 是一款與 Mujiken＋的檢查能力相同，裝入 PC 櫃的系統佈局自在

的檢查裝置。



筆標識器

透過照明裝置

反射照明裝置

相機

相機

遠端操作 PC/ 查看 PC

PU 箱

計米輪

Mujiken+ 主控箱

外部螢幕

是對薄板表面進行高速外觀檢查的檢查裝置。

只要是捲筒（薄板）狀，不管是什麼被檢測物

和原材料，能對多種產品進行外觀檢查。

檢測的缺點，主要有異物、孔（針孔），紋（條紋），

孔斑。

現在對提高品質，良品率和生產性的要求非常高，

因此為了保證檢測出缺點，防止不良品外流，

保持品質，檢查裝置是不可或缺的。

素色表面品質檢查裝置
“Mujiken+”是什麼？

Mujiken+ 的特長
影像處理（高速影像處理功能，豐富的演算法）
●透過本公司開發的檢查專用高速處理基板，影像處理速度達到過去的 2 倍

●搭載高性能處理器，以低掃描率達到高速化。最大可以處理 640MHz 影像

●強化“ 貼標功能 ”，達到更加精確的長度測量

●強化校正不均和雜訊的“ 漸暈補正功能 ”和“ 過濾功能 ”

●增加“ 薄汙 ”、“ 橫紋 ”檢查電路，以檢查出不均、薄汙和橫紋等難以檢測的缺陷

●透過條紋增強處理強化縱紋檢查電路

光學系統（增加多種相機規格，提高光學系統）
●備有超高速黑白相機 640MHz、320MHz（10bit）規格

●備有緊貼型相機和彩色相機

●不僅有一般的 LED 照明，也能與近紅外光和近紫外光等特殊照明搭配組合，可將原本看不見的缺陷可視化，
大幅度擴大了檢查範圍

●透過雙路輸入功能實現多個光學系統等的精巧化

●備有多種擴張性相機和追加照明系統供選擇，可達到低成本目的

多樣的系統構成
●備有滿足客戶需求的豐富的系統

●備有能省空間、能內置的處理裝置

●貼標、筆標識器、IJP、PM 等豐富的缺陷標識裝置

●透過構建網路實現缺陷資訊一元化

●運用透過外部 PC 進行遠端操作、查看和遙控協助功能

主
處
理
器
操
作

相
機
部

Mujiken+規格

相機台數

輸入系統

感測器

畫素

影像處理

檢查處理

資料處理

缺陷檢測

MAX128 台

MAX8 系統

黑白線式感測器　640MHz，320MHz，160MHz

彩色　160MHz，80MHz（通用）

16,384、 8,192、 4,096、 2,048

灰度變換，邊緣增強，貼標，孤點除去

密度累積，密度直方圖

即時空間過濾（增強，微分，平滑化等）

圖像密度一定水準自動校正（AGLC）

陰影校正（補償，自動跟蹤校正）

2 值化探測、多值探測

彩色探測（RGB 輝度方式，IHP 向量方式）

缺陷圖像顯示，缺陷圖像檔

缺陷分佈圖（範圍指定 , 全跨度）

輸出缺陷資料表（CSV）

缺陷圖像辨別功能（可選查看功能）

測量參數（面積，寬，長，密度等）

缺陷週期判定，密度判定

異物（點狀，紋狀，氣泡）

傷痕（連續，不連續）

變色（部分，大範圍）

污點（黑白，淡色斑）等

畫素檢查功能

外部存儲

OS

信号方式

超高速類型
（黑白）

ＣＩＳ相機

３生產線彩色類型

信號電纜長度

外部 I/F

操作工具

檢查狀況的即時監控顯示

分佈圖顯示， 檢查資料顯示

整體控制，檢查開始結束等指示

DVD、HDD 等

Windows 7 Embedded 64bit

數位生產線感測器

8,192 圖素　640MHz （MAX10bit）
8,192 圖素　320MHz （10bit、 MAX12bit）
8,192 圖素　160MHz （10bit、 MAX12bit）
4,096 圖素　320MHz （10bit、 MAX12bit）
4,096 圖素　160MHz （10bit、 MAX12bit）

600dpi

300dpi

4,096 圖素　160MHz （8 bit）
4,096 圖素　 80MHz （8 bit）
8,192 圖素　160MHz （8 bit）
8,192 圖素　 80MHz （8 bit）

～ 15ｍ 標準

～ 100ｍ光鏈路

標識輸出，裁切信號輸入，警報輸出，鍵盤，

滑鼠，觸控屏，條碼輸入

鍵盤，滑鼠，觸控屏

即時空間過濾（增強，微分，平滑化等）

高性能薄膜檢查的最高階機型 Mujiken+
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透過照明裝置

反射照明裝置

相機

相機

遠端操作 PC/ 查看 PC

PU 箱

計米輪

Mujiken+ 主控箱
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高性能薄膜檢查的最高階機型 Mujiken+



實現高速資料分析
不僅高性能薄膜，還能高精度檢出一般薄膜、紙張、箔等檢測困難的素色材料的缺陷。
用獨創的演算法處理高速攝影的黑白圖像，顯示缺陷部分。並在缺陷處貼上標籤後送到下道工序，可以預先預防缺陷產
品流出廠外。

Mujiken+具 有 的 圖 像 清 晰 度 （ 圖 像 ）

彩 色 種 類 手 法 範 例

彩 色 相 機

增加了彩色相機規格，同時不僅有LED照明，還能與近紅外光和近紫外光等特殊照明搭配組合。

透過提高這些光學系統的能力，能使原本看不見的缺陷視覺化，擴大使用範圍，與原本相比，大幅度提高了檢測能力。

彩色分析法有 RGB 絕對值法和 IHP（輝度，色相，純度）向量法這二種。對原本 RGB 法無法處理的極為淡色的領域，使用 IHP 法，

可以容易對陰影，以及細微色差等進行高精度的彩色檢測。

使用彩色檢測功能，能依據缺陷部分的顏色特徵資訊區分種類，與人的色彩感覺一致的 IHP 法（已取得專利）能與目視一樣進行顏色

分辨。

檢 查 範 例

凝膠

淺紋

壓紋

印刷上的異物

8bit相機（256灰度） 10bit相機（1,024灰度）

彩色相機的檢測結果

能用於各種用途
●薄膜　●塗布紙　●加工紙　●金屬箔薄膜　●不織布

●玻璃板　●PET，PE 薄膜　●AR 薄膜　●偏光膜

●濺鍍電鍍銅箔　●壓延銅箔　●電解銅箔　等

追加新的檢查大腦演算法
追加了這次新開發的檢查電路，以檢查出不均、薄汙和橫紋等之前

難以檢測的缺陷。

進一步強化了採用條紋增強處理的縱紋檢測電路。

①色立體圖
②輝度圖像（Ｉ）
③色相圖像（Ｈ）
④純度圖像（Ｐ）

① ②

③ ④

R

G B

缺陷缺陷
缺陷

缺陷
缺陷

缺陷
缺陷 缺陷

一般光學 特殊光學 2 值化圖像

備有多種規格相機和提高光學系統
亦能使用超高速黑白相機 640MHz 和 320MHz（10 bit），處理能力倍增。
因大幅度提高了圖像處理能力，使用超高速黑白相機也能進行高精度檢查。最適合要求高性能薄膜等高解析度的場合和
高速生產線。

Mujiken+ 高水準實現生產線的穩定檢查和可 視度。
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缺 陷 檢 查 螢 幕

追求簡潔直覺的操作介面

缺陷檢查螢幕

Viewer 缺陷分類標準的自動生成功能
根據對象缺陷資料※進行分析統計，將類似缺陷自動分類歸納。
※從全部缺陷資料自動進行隨機抽樣（系統抽樣法），篩選出對象資料。

多樣的檢查、顯示、分析功能
●檢查素色捲筒的缺陷　●顯示和保存每個欄位的缺陷資料　●顯示和保存缺陷圖像　●警報輸出、貼標機（標記）的輸出

●薄膜、金屬箔和紙張等的表面檢查　●顯示缺陷分佈圖　●顯示和保存缺陷資料　●顯示缺陷的類別

透過統計分析進行分組

指示分析參數
n 組數

n 類似點

檢測資料

種類資料
自動生成

分組 A

分組 B

分組 C

透過事先輸入缺陷的特徵和判斷標準等各種參數，就能詳細

區分種類。

缺陷圖像多顯示器

缺陷趨勢圖顯示器①

缺陷趨勢圖顯示器②

充 實 的 外 部 設 備

技術和技能培育 NIRECO 原創設備

（10,000脈衝／１轉）

相機裝置（黑白生產線感測器）
●高解析度、高速掃描連續拍攝運送中的材料。

●搭載有校正鏡頭像差和照明不均的增益功能。

●亦有彩色相機可供選擇。

緊貼型感測器
●最適合有空間限制的現場。

●使用不失真的特殊鏡頭的圖像感測器。

照明裝置
●本公司開發檢查裝置專用的LED 照明。

高輝度，無不均，均一性優越的照明。

●搭載有雙路輸入功能。

●除了超高輝度和高擴散LED照明，還能應對棒狀燈、近紅外、近紫

外等特殊照明。

計米輪(測長用譯碼器)
●為了監視速度和長距離傳送，與捲筒同步。

●達到傳送方向5μm的高解析度。

●能與相機和掃描器外部同步。
　不僅高速，還能在低速和增減速時穩定檢查。

筆標識器，貼標
●在檢測到的缺陷之處自動貼上筆標識和標籤，還能應對其他特殊標識。

外部PC的選擇範例
●遠端操作

●查看功能（缺陷資料的再編輯）

●遙控輔助服務

種類設定螢幕



缺 陷 檢 查 螢 幕

追求簡潔直覺的操作介面

缺陷檢查螢幕

Viewer 缺陷分類標準的自動生成功能
根據對象缺陷資料※進行分析統計，將類似缺陷自動分類歸納。
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●檢查素色捲筒的缺陷　●顯示和保存每個欄位的缺陷資料　●顯示和保存缺陷圖像　●警報輸出、貼標機（標記）的輸出

●薄膜、金屬箔和紙張等的表面檢查　●顯示缺陷分佈圖　●顯示和保存缺陷資料　●顯示缺陷的類別

透過統計分析進行分組

指示分析參數
n 組數

n 類似點

檢測資料

種類資料
自動生成

分組 A

分組 B

分組 C

透過事先輸入缺陷的特徵和判斷標準等各種參數，就能詳細

區分種類。

缺陷圖像多顯示器

缺陷趨勢圖顯示器①

缺陷趨勢圖顯示器②

充 實 的 外 部 設 備

技術和技能培育 NIRECO 原創設備

（10,000脈衝／１轉）

相機裝置（黑白生產線感測器）
●高解析度、高速掃描連續拍攝運送中的材料。

●搭載有校正鏡頭像差和照明不均的增益功能。

●亦有彩色相機可供選擇。

緊貼型感測器
●最適合有空間限制的現場。

●使用不失真的特殊鏡頭的圖像感測器。

照明裝置
●本公司開發檢查裝置專用的LED 照明。

高輝度，無不均，均一性優越的照明。

●搭載有雙路輸入功能。

●除了超高輝度和高擴散LED照明，還能應對棒狀燈、近紅外、近紫

外等特殊照明。

計米輪(測長用譯碼器)
●為了監視速度和長距離傳送，與捲筒同步。

●達到傳送方向5μm的高解析度。

●能與相機和掃描器外部同步。
　不僅高速，還能在低速和增減速時穩定檢查。

筆標識器，貼標
●在檢測到的缺陷之處自動貼上筆標識和標籤，還能應對其他特殊標識。

外部PC的選擇範例
●遠端操作

●查看功能（缺陷資料的再編輯）

●遙控輔助服務

種類設定螢幕
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高速生產線也不會放過任何缺陷

素色表面品質檢查裝置

這是光學薄膜、玻璃板和銅箔 CCL 等切片專用的離線品質檢查裝置。

此品質檢查裝置除輸出薄板的異物、傷痕、變色和污點等的檢查資料外，

還能夠收集檢查薄板的全部資料，並用圖表方式顯示每批產品的缺陷

傾向。此外，使用者還可靈活運用產品的品質資料。

概念不變，
部份功能限制的平價版。

 Ev-01離線片狀品質檢查裝置

片狀尺寸 A4～（可協商）

照明裝置 透過方式、反射方式

命令 檢查開始、圖像輸入、手動移動（+－）、檢查範圍設定等

 缺陷圖像多圖顯示、缺陷分佈圖輸出、

資料分析功能 CSV檢查資料（XY座標、尺寸、種類）、

 個數密度（個/㎡）、粒徑分佈資料、種類個數圖表等

規　格

NIRECO的品質檢查裝置升級，以滿足客戶多樣化的需求

素色表面品質檢查裝置

Type S是Mujiken＋的概念不變，箱體更為輕巧的檢查裝置。

規　格

MAX 8 台

單、雙螢幕

其他規格    與 Mujiken＋相同。

相機台數

螢幕

ー

檢查能力不變而價格平易近人的
精巧型裝置！

素色表面品質檢查裝置

規　格

MAX 8 台

MAX2 個系統

高輝度白色 LED 照明燈  發光長度 200 ～ 1600mm（可選～ 2400mm）

相機台數

輸入系統

照明部

LT 是一款與 Mujiken＋的檢查能力相同，裝入 PC 櫃的系統佈局自在

的檢查裝置。


